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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE:

Univerzita Karlova

se sidlem: Ovocny trh 560/5, 110 00 Praha 1

IC: 00216208

DIC: CZ00216208

Filozoficka fakulta, namésti Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dale téz jako ,FF UK")
osoba opravnéna jednat za zadavatele: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., dékan FF UK
adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile display 13.html

NAZEV VEREINE ZAKAZKY: UK-FF — ICT, pristroje a zafizeni 2017 (projektory a
spektrometr) - II. cast: Rucni XRF spektrometr

VySe uvedeny zadavatel v souladu s § 54 odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ZZVZ) a bodem 9 zadavaci
dokumentace podava nasleduijici vysvétleni k zadavacim podminkam vztahujicim se k dané
Casti verejné zakazky.

Dotazy ze 17. 6. 2018

Dotaz ¢. 1
Ve Ctvrtém sloupci tabulky je uveden nadpis ,,Uvedte part number vypocetni
techniky/popripadé (ANO/NE)"

Mlzete nam prosim vysvétlit, co se po uchazeci o VZ pozaduje vyplnit? Jiz tfeti sloupec
vyzaduje zadani konkrétni hodnoty pozadovaného parametru popripadé ANO/NE.

Odpovéd' na dotaz €. 1:
Do sloupecku €. 3 uvedte hodnotu, pokud se nelisi od hodnoty nami pozadované, mizete
uvést pro zjednoduseni slovo ano. Stejné tak u sloupce €. 4. Bude akceptovana hodnota

vvvvvvvvvv

Dotaz €. 2

V fadku 4 tabulky uvadite nasledujici pozadavky na detektor: ,Si-Pin detektor, typické
rozliSeni 190 eV na 10,000 cps", v zahlavi tabulky ale soucasné uvadite pozadavek na urceni
spektrometru ,spektrometr k analyze sloZeni kovl a keramiky (pro prvky Mg-Pb)". Pouziti Si-
PIN detektoru Vam ale neumozni kvalitni analyzu lehkych prvkd (zejména Mg, Al pripadné Si)
a to ani v pripadé pouziti vakuovani prostoru mezi vzorkem a detektorem. Nebudete schopni
detegovat nizsi koncentrace téchto prvkd v slitinach kovl ani v keramickych materidlech.
Analyza Mg bude spiSe hypotetickou moZnosti, vzhledem k nizsi rozliSovaci schopnosti
detektoru nebude mozné analyzovat Si/Al poméry, ty jsou ale velmi vyznamné pri
charakterizaci nékterych keramickych materiald. Daleko vyhodnéjsim feSenim je pouziti SDD
detektoru s tenkym Be nebo grafenovym okénkem. To Vam zajisti podstatné lepsi citlivost pri
analyze lehkych prvk{ (od Vami poZzadovaného rozsahu od Mg) a to i bez pouZiti vakua nebo


https://zakazky.cuni.cz/profile_display_13.html

He proplachu. Nejnovéjsi generace SDD detektorll poskytuji fadové lepsi citlivost pfi analyze
Mg, Al nez Si-PIN detektory. SDD detektory nabizi také podstatné lepsi spektralni rozliseni
(typicky lepsi jak 140 eV na Care MnKa), a vyssi rychlosti nacitani pulzl (nejnovéjsi systémy
az 500 000 cps). Vyssi spektralni rozliSeni Vam umozni analyzu Si/Al pomérl v Sirokém
rozsahu pomérl, vyssi rychlost analyzy zase zkraceni doby analyzy a zlepseni detekcnich
limitd nejen pro lehké prvky.

Nase dotazy zni:

a) Bude zadavatel akceptovat také reseni, kde bude nabidnut SDD detektor s rozliSenim
lepSim jak 140 eV pri 100 000 cps a vysokou citlivosti pro lehké prvky (analyza od Na,
moznost analyzy nizkych koncentraci Mg), tedy technicky podstatné lepsi reSeni?

b) Predpokladame, ze pozadované rozliSeni se vztahuje k Care MnKa, ktera se bézné
pouZiva pro srovnani energetické rozliSovaci schopnosti detektord.

Odpovéd' na dotaz ¢. 2:

a) Ano. Budeme akceptovat, pokud dodavatel splni minimalni technické parametry a nabidne
technicky lepsi feSeni

b) Ano.

Dotaz ¢. 3

Na Sestém radku tabulky uvadite poZadavek na Filtr ,manualni filtr pro optimalni flexibilitu®,
soucasné v radku devét PrisluSenstvi uvadite poZzadavek na dodavku Ctyr filtrd. Manualni
vyména filtrd ma ale nékteré vyznamné nevyhody z hlediska analyzy Vami pozadovanych
materiall. Pokud chcete provézt analyzu keramického materialu nebo slitiny kovd v rozsahu
prvkd od Mg po Pb, musite u méreni kazdého vzorku prerusit analyzu, manualné vyjmout filtr
nebo jej zaménit za druhy filtr a provézt nacteni dalSi ¢asti spektra. Bez vymény filtru (nebo
jeho vyjmuti pro analyzu lehkych prvk() neni mozné provézt kompletni analyzu v rozsahu od
lehkych prvkl az po Pb. Toto nejen extrémné prodluzuje dobu analyzy, pfinasi to ale dalsi
problémy. Pokud spektrometr neni vybaven stativem, ktery zajisti udrzeni fixni pozice
méreni, je obtizné zajistit méreni ze stejného bodu analyzovaného vzorku. Historické
predméty se Casto vyznacuji znacnou nehomogenitou, pokud nemérite exaktné ze stejného
bodu po vyméné filtru, dostanete nespravné vysledky. DalSim problémem je vysoké riziko
kontaminace interni ¢asti spektrometru prachem pfi manualni vymeéné filtrli, zejména pokud
bude spektrometr vyuZzivan i v béZzném prostredi mimo Cisté laboratore. Kontaminace okénka
rentgenky pripadné detektoru pak zplsobi chybné vysledky, tento problém je kriticky pokud
se filtry musi ménit casto.

Podstatné lepSim reSenim je pouziti motorizovaného karuselu, ktery automaticky méni filtry
pred vlastni rentgenkou. V tomto pripadé je spektrometr zcela uzavieny a nehrozi riziko
kontaminace vnitrni ¢asti spektrometru. Analyza probiha zcela automaticky, je mozné v jedné
analyze béhem kratkého Casu (jednotky nebo desitky sekund podle aplikace) provézt analyzu
celého rozsahu prvkd od Mg po Pb bez rizika zmény méreného bodu. Zlstava zachovan i
pozadavek na flexibilitu, pfi pouziti multivrstevnatych filtrl je mozné se Ctyfmi filtry
kompletné pokryt veskeré pozadavky archaeometrické analyzy (keramika, slitiny vsech typl
kovl, vCetné presné analyzy slitin drahych kovd, analyza pigmentd, keramiky, organickych
materiald, pld a nerostd, atd.). Dalsi vyhodou je to, Zze toto usporadani umoziuje zkratit
vzdalenost mezi rentgenkou a vzorkem, dosahuje se tak lepSiho buzeni.

Mlzeme do VZ nabidnout spektrometr s manualni vyménou filtrG (dodavame i tuto ,low
cost" verzi spektrometru), toto feSeni ale nepovazujeme za vhodné pro Vasi aplikaci. Jedna
se o historicky prekonané reSeni, vhodné pouze pro pripady, kdy je staly program analyzy a
pouze obcas je potrfeba zménit konfiguraci — vyménou filtru a tato zména se provadi v
Cistych prostorech.



Nas dotaz zni: Bude zadavatel akceptovat také feSeni, kdy bude nabidnut spektrometr s
motorizovanou vymeénou filtrl pfi zachovani maximalni flexibility méreni (pét pozic, jedna
pozice volna pro analyzu lehkych prvkd, Ctyfi pozice osazeny filtry vCetné vicevrstvého filtru
pro dosazeni maximalni univerzalnosti pouziti)?

Odpovéd’ na dotaz €. 3:
Ano. Budeme akceptovat, pokud dodavatel splni minimalni technické parametry a nabidne
technicky lepsi reseni.

Dotaz ¢. 4
Na radku 7 uvadite pozadavek ,Pripojeni na vakuovou pumpu. Ano. Umoznéni citlivosti
svételnych prvkd." Pfedpokladame, Ze pojmem ,svételné prvky" zadavatel mini lehké prvky,
jejichZ charakteristické rentgefluorescencni zareni je absorbovano vzduchem (tedy typicky
Mg. Al, Si, ...). MlZete to prosim potvrdit?

a) Vakuova pumpa ma byt soucasti dodavky, nebo se pouze poZzaduje moznost pripojeni

ke zdroji vakua?

V pripadé pouziti spektrometru s SDD detektorem a optimalizovanou geometrii (minimalni
vzdalenost mezi rentgenkou, vzorkem a detektorem) je mozné dosahnout podstatné lepSich
detekcnich limitd pro tyto prvky i bez pouziti vakuovani prostoru mezi rentgenkou, vzorkem a
detektorem. Pokud je pouzita barometricka a teplotni korekce je dosahovano i lepsi stability
vysledkd kvantitativni analyzy. Toto feSeni nabizi podstatné vétsi flexibilitu — moZnost citlivé
analyzy lehkych prvk( kdekoliv a kdykoliv, bez nutnosti pfipojeni na zdroj vakua (vyZaduje
dalSi napajeni, propojeni se spektrometrem atd.).

b) Nas dotaz zni: Pripusti zadavatel i technicky lepsSi feSeni, kdy spektrometr bude
vybaven citlivym ,ultra fast* SSD detektorem, optimalizovanou geometrii a
barometrickou a teplotni korekci. V tomto prfipadé neni nutné pouzit vakuovani
prostoru. Pro specialni pripady je mozné prostor proplachovat He (analyza Na, ...).
Toto feSeni nabidne lepSi detekéni limity pfi analyze vSech lehkych prvkd (od Mg
vyse) nez Vami pozadované reSeni a to i bez vakuové pumpy. Bude lepsi i stabilita
vysledkd a flexibilita celého zafizeni (analyza neni zavisla na zdroji vakua).

Odpovéd’ na dotaz €. 4:

a) Pozadujeme pouze moznost pripojeni na vakuovou pumpu.

b) Ano. Budeme akceptovat, pokud dodavatel spini minimalni technické parametry a nabidne
technicky lepsi feSeni.

Dotaz €. 5

Na radku 8 uvadite pozadavek ,Plynova komora. Umozni méfeni plynd do Ne”. Tento
pozadavek nedava technicky smysl. Je moZzné dodat plynovou kyvetu s ultratenkym
polymernim oknem, které je prostupné pro K ¢aru Ne, s Vami pozadovanym spektrometrem
ale nebude mozné Ne nikdy méfit (pozadujete rozsah prvkl od Mg, Si-PIN detektory
neumoznuji méreni Ne).

Nas dotaz zni: Trva zadavatel na tomto bodu? Technicky je nesplnitelné méreni Ne s Vami
pozadovanym spektrometrem.



Odpovéd’ na dotaz ¢. 5:
Ne. Netrvame.

Dotaz €. 6

Predpokladate méreni keramiky, pocitate také s méfenim stiepl a uUlomkd keramiky a
analyzou tézkych prvkl v této matrici? Pokud ano, pak je k méfeni téchto vzorkl vhodné mit
také vzorkovou komoru, ktera zajisti radiacni bezpefnost obsluhy. Jedna se o nizko
absorbuijici materidly kdy vysokoenergetické rentgenovo zareni (napf. poZzadovanych 40 kV)
jiz snadno prochazi témito materidly a je témito materidly také rozptylovano. Tato komora
také zajisté bezpetné méreni malych kovovych vzorkl (nejen z hlediska radiacni bezpecnosti,
ale i z hlediska mozZnosti poskozeni téchto vzorkl neopatrnym pritlakem ze strany
spektrometru).

Nas dotaz zni: Ma byt soucasti dodavky také komora pro bezpecné méfeni malych vzorkd,
praskovych materiall a tlomk0 keramiky?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 6:
Ano. Pokud se vejde do cenového limitu.

Zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ ptimérené prodluzuje IhGtu pro podani nabidek vcéetné
terminu pro otevirani obalek s nabidkami a to tak, ze plvodné stanovena Ihdta pro podani
nabidek a termin otevirani obalek se méni a nové pro obé ¢asti verejné zakazky zni:
Nabidky Ize podavat do 4. 7. 2018 do 10:00 hodin.

Otevirani obalek s nabidkami se uskutecni dne 4. 7. 2018 v mistnosti €. 453 ve 4.
patire budovy FF-UK na adrese namésti Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 od 10:05
hodin.

V Praze dne 22. 6. 2018
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
dékan FF UK
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